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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SYSTEMES DE MESURE PAR RAYONNEMENT IONISANT
AVEC TRAITEMENT ANALOGIQUE OU NUMERIQUE DU SIGNAL,
POUR LES MESURES D’EPAISSEUR

PREAMBULE

1

Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions technique

préparés par des Comités

Nouvelle-Zélande
Pays-Bas
Pologne
République Démocratique Allemande
Royaume-Uni
Suéde
Union des Républiques
Socialistes Soviétiques
Yougoslavie

Allemagne
Austrahe

. Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), Chapitre 392: Instrumentation nucléaire
— Complément au chapitre 391.

: Expression des qualités de fonctionnement des équipements de mesure électroniques.

. Appareils nucléaires: Prescriptions de construction pour la protection individuelle contre les
rayonnements ionisants.

Autre publication citée:

Norme ISO 2919: Sources radioactives scellées — Classification.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

IONIZING RADIATION MEASUREMENT SYSTEMS
WITH ANALOGUE OR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
FOR THICKNESS MEASUREMENTS

FOREWORD

1) The formal decisions or agreements of the I EC on technical matters, prepared by Technical Comyiittees on which all
the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as pgs{ible, an Mternational
consensus of opinion on the subjects dealt with.

2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the X3
sense.

3) In order to promote international unification, the I EC expresses the wish that all Natteqa

Australia
Belgium
Canada
Egypt
France Union of Soviet
German Pemocxatic Repub Socialist Republics
Germa United Kingdom
Italy United States of America
Netherlands Yugoslavia
This publication replaces\ E G Puk oflizing Radiation Thickness Meters for Materials in the Form of Sheets,
Coatings or Laminatés.
Other I EC pub
Publicatiéns No Interngtional Electrotechnical Vocabulary, (IEV), Chapter 392: Nuclear Instrumentation

xpression of the Functional Performance of Electronic Measuring Equipment.

uclear Instruments: Constructional Requirements to Afford Personal Protection Against
Ionizing Radiation.

Other publication quoted.:
ISO Standard 2919: Sealed Radioactive Sources—Classification.
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SYSTEMES DE MESURE PAR RAYONNEMENT IONISANT
AVEC TRAITEMENT ANALOGIQUE OU NUMERIQUE DU SIGNAL,
POUR LES MESURES D’EPAISSEUR

CHAPITRE I: GENERALITES

1. Domaine d’application

tubes ou de barreaux. Cette norme vise des §ystémé nt’une ou plusieurs sorties aux
fins d’affichage ou de controlg i X Y it analogiques, soit numériques.
Le systtme de mesure peuf égale G ds-signaux d’entrée multiples, avec

A e ent de signal précédant les signaux de

t de la présente norme sont en général élaborés pour des
riclles eptrant dans une large gamme d’industries, d’applications et de
oursuivi consiste a identifier les paramétres et variables communs, ainsi

TeSCENCe™X/

Un grand nombre de systémes de mesure de rayonnements ionisants en usage aujourd’hui
comportent des detecteurs multiples et utilisent différents moyens de compensation des
signaux de détecteurs de base de fagon a minimiser les effets d’influences étrangéres. Les
microprocesseurs et les mini-ordinateurs ont permis, d’autre part, le traitement de signaux
d’entrée multiples et les techniques de compensation d’erreur. Dans les systémes les plus
complexes, il est difficile d’évaluer entiérement I'efficacité du traitement interactif des signaux
et des algorithmes de compensation par contréle statique. Par exemple, les temps de réponse
et les temps de collecte de données pour les détecteurs, dont les signaux doivent &tre combinés
dans certaines fonctions analytiques, n’ont guére d’importance au regard des conditions de
controle statique dans la présente norme, mais ils peuvent entrainer d’importantes erreurs dans
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IONIZING RADIATION MEASUREMENT SYSTEMS
WITH ANALOGUE OR DIGITAL SIGNAL PROCESSING
FOR THICKNESS MEASUREMENTS

CHAPTER I: GENERAL

1. Scope

This standard relates to definitions, test methods, and proce
measurement systems designed for either continuous or discpete

sttuments — Constructional
Requirements to Afford Personal Profection Again izing Radiation; etc.).

2. Object
The systems ¢Ov d are generally built for industrial applications covering
a very broag ies, applications, and specifications. The objective is to identify
the commdn pa piables and to specify standard tests and documentation which
will f; afison of the performance characteristics of the different
measu

S€nsors.

Many ionizing radiation measurement systems in use today have multiple sensors and
employ various means of compensating the basic sensor signals to minimize the effects of
extraneous influence quantities. Dedicated microprocessors and minicomputers have further
enhanced multiple input signal processing and error compensation techniques. In the more
complex systems it is difficult to fully evaluate the effectiveness of interactive signal processing
and compensation algorithms by static testing. For example, the response times and data
collection times for sensors, whose signals are to be combined in some analytical function, are
of little importance under the static testing conditions in this standard but they can lead to
large errors under dynamic measuring conditions if they are not properly matched. The
relative magnitude of the influence quantity errors to be compensated is also quite important.
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des conditions de mesure dynamique s'ils ne sont pas adaptés de fagon appropriée.
L’importance relative des erreurs des grandeurs d’influence 4 compenser joue également un
rdle considérable. Les moyens de compensation pour des détecteurs a grande sensibilité aux
grandeurs d’influence devront étre plus précis que pour des détecteurs qui font montre
d’erreurs mineures de fagon & parvenir aux mémes résultats globaux. C’est pourquoi, il est
nécessaire d’avoir dans la norme des controles de caractéristiques qui peuvent comprendre
tout 'ensemble de traitement interactif des signaux et compensations. Cela est facilité dans
la présente norme grace a I'introduction de trois points de contrdle différents pour les systémes
de mesure en cours d’évaluation.

Dans la présente norme, I’expression «épaisseur» est utilisée pour désigner aussi bien la
masse par unité de surface, la masse par unité de longueur ou I’épaisseur. Les détecteurs
radiométriques d’épaisseur, en général, mesurent la masse par unité de surface, et les signaux

Note. — 1l est recommandé au lecteur de se référer au schémg Qnndl de¢ Pannexe A, pour une meilleure
compréhension des spécifications.

3. Définitions

3.1

€ systéeme peut inclure des capteurs de compensation pour mesurer
» grandeurs d’influence indésirables.

a mesurer ainsi que toute matiére de support adjacente au matériau a mesurer. La source et
le détecteur sont positionnés du méme c6té que le matériau a mesurer. Le systéme peut inclure
des capteurs de compensation en vue de mesurer et de corriger les effets de grandeurs
d’influence indésirables.

3.4 Systéme de mesure par le rayonnement de fluorescence X

Systeme de jauge d’épaisseur utilisant le rayonnement de fluorescence X provoqué dans le
matériau a mesurer ou dans le matériau support (VEI 392-04-04, modifié). Le systéme peut
comprendre des capteurs de compensation pour mesurer et corriger les effets de grandeurs
d’influence indésirables.
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The compensation means for sensors with high sensitivity to influence quantities should be
more precise than for sensors which exhibit smaller errors in order to achieve the same overall
results. Therefore, it is necessary to have performance tests in the standard which may include
all the interactive signal processing and compensations. This has been facilitated in this
standard by identifying three different test points throughout the measurement system under
evaluation.

In this standard, the term “thickness” is used interchangeably to mean mass per unit area,
mass per unit length, or thickness. Radiometric thickness sensors, in general, measure mass
per unit area and the output signals can be expressed in true thickness units only if the effective
atomic number and density of the material being measured are known, or if tha\system is

in terms of mass per unit length.

Note. — It is recommended that the reader refers to the block diagram of A
of the specification.

3. Definitions

3.1  Thickness gauge (ionizing radiation)

A measuring assembly ths
non-destructively the this

source and is designed to measure
g of ionizing radiation (IEV 392-04-01,

modified).
3.2  Transmission
A thickness g iZes the ionizing radiation transmitted through the
material being q ¢’ and detector are positioned on opposite sides of the
measured materi : \may include compensation sensors to measure and correct for

3.3  Backscatte

A thickness gauge’system that utilizes the ionizing radiation backscattered by the material
being measured and any backing material adjacent to the material being measured. The source
and detector are positioned on the same side of the material being measured. The system may
include compensation sensors to measure and correct for the effects of undesirable influence
quantities.

3.4 X-ray fluorescence measurement system

A thickness gauge system that utilizes the X-ray fluorescence excited in the material to be
measured or in the supporting material (IEV 392-04-04, modified). The system may include
compensation sensors to measure and correct for the effects of undesirable influence
quantities.
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3.5 Téte de mesure

Sous-ensemble comprenant une ou plusieurs sources de rayonnement ainsi que des
détecteurs de rayonnement en méme temps que des capteurs de compensation pouvant étre
utilisés pour mesurer et corriger les effets des grandeurs d’influence indésirables.

Note. — Le sous-ensemble téte de mesure peut comprendre des composants électroniques pour le traitement du signal.

3.6 Sous-ensemble électronique de mesure

Sous-ensemble qui, en utilisant des composants électriques ou électroniques incorporés, sert
a traiter les grandeurs €lectriques délivrées par la téte de mesure et a fournir des grandeurs
électriques ayant des valeurs adaptées aux mesures.

3.7 Point de contréle

3.7.1 Point de controle A

Endroit, dans le systéme de mesure, ou le si
dans sa forme originelle de base.

Note. — Dans le cas d’une chambre d’ionisation
conversion sous forme numierigue.

3.7.2 Point de controle B

3§ e, ),
. et gndroy n’existe pas dans les systémes n’ayant pas de

Mécanisme de support de la téte de mesure restant en position fixe.

3.8.2 Mécanisme rétractable

Mécanisme de support de la téte de mesure qui peut étre retiré de sa position de mesure.

3.8.3 Meécanisme de translation )

Mécanisme de support de la téte de mesure permettant a cette derniére d’étre déplacée
transversalement au matériau a mesurer.
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3.5 Measuring head

A sub-assembly comprising one or more radiation sources and radiation detectors along
with any compensation sensors that may be used to measure and correct the effects of
undesirable influence quantities.

Note. — The measuring head sub-assembly may include electronic devices for signal processing.

3.6 Electronic measuring sub-assembly

A sub-assembly which, by means of incorporated electrical or electronic devices, serves to
process the electrical quantities delivered by the measuring head and to supply electrical
quantities having convenient values for measurement purposes.

3.7 Test point

A point in the measurement system where electrical signals may™k

3.7.1 Test point A

in its original basic form.

Note. — For an integrating ionization chambep
conversion to a digital form.

3.7.2 Test point B

The point in the measure
does not exist in systems

3.7.3 Test point C Q

at’which normal measurement display read-outs occur.

3.8.1 Fixed mechany
A measuring head supporting mechanism that does not move.
3.8.2 Retractable mechanism

A measuring head supporting mechanism that is able to be withdrawn from the
measurement position.

3.8.3 Traversing mechanism

A measuring head supporting mechanism which allows the measuring head to be traversed
across the material being measured.
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3.9 Entrefer de mesure

Jauge d’épaisseur a transmission: intervalle entre faces opposées de ’ensemble émetteur de
rayonnement et de 'ensemble détecteur dans lequel est situé le matériau a mesurer.

Jauge d’¢paisseur a rétrodiffusion: intervalle entre la face la plus proche de I’ assemblage
emetteur ou de 'assemblage de détection et la surface la plus en arriére du matériau 2 mesurer
ou la surface du matériau de support.

3.10 Ligne de passage

Position du matériau dans I’espace de mesure.

3.11 Ligne de passage de référence

Ligne de passage a I'intérieur de ’espace de mesure correspo
pour lequel I’¢étalonnage est normalement effectué. Elle est gér
particuliére, soit par rapport a la surface du porte-source,
détecteur.

3.12 Aire de mesure

3.12.1 Aire totale de mesure

3.13

i€ la masse volumique d’un matériau par ’épaisseur du méme
de surface peut étre calculée en pratique en pesant un échantillon

Notes 1. — Mesurée en général comme imprécision, elle est exprimée en tant que précision.
2. — Elle est caractérisée en termes de la variable mesurée, pourcentage d’échelle, pourcentage de la gamme

supérieure ou pourcentage de la lecture réelle de sortie.
3.15 Reproductibilité

Exprime le degré de concordance entre un certain nombre de mesures consécutives de la
sortie pour la méme valeur de I’entrée dans les mémes conditions opératoires.
Note. — Mesurée habituellement comme une non-reproductibilité, elle est exprimée en tant que reproductibilité en

pourcentage de la gamme supérieure ou pourcentage de la lecture réelle de sortie pour une periode de temps
spécifiée ou pour un nombre déterminé de mesures.
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3.9 Measuring gap

Transmission thickness gauge: the distance between opposing faces of the radiation emitting
assembly and the detector assembly between which the material being measured is located.

Backscattering thickness gauge: the distance from the nearest face of the emitting assembly
or the detector assembly to the rearmost surface of the material being measured or to the
surface of the backing material.

3.10 Pass line

The position of the material to be measured in the measuring gap.

3.11 Reference pass line

The pass line in the measuring gap corresponding to the position o
calibration is normally made. Itis usually defined at a specified distance
of the source holder housing or the surface of the detector housi

3.12 Measurement area

3.12.1 Total measurement area
The minimum area of a given matei

100% of the output signal.
3.12.2  Effective measurement area

The area of a given m4
correlation between thg
will be in the range of

3.13

he density (mass of a unit volume) of a material and
~The mass per unit area may be calculated in practice by
d dividing by its cross-sectional (surface) area.

3.14
Degree of conformity of an indicated value to a recognized standard value, or ideal value.

Notes 1. — It is usually measured as an inaccuracy and expressed as accuracy.

2. — Itis typically expressed in terms of the measured variable, per cent of span, per cent of upper range value,
or per cent of actual output reading.

3.15 Reproducibility

The closeness of agreement among a number of consecutive measurements of the output
for the same value of the input under the same operating conditions.

Note. — It is usually measured as a non-repeatability and expressed as repeatability in per cent of upper range value
or per cent of actual output reading for a specified time period or number of measurements.
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3.16 Domaine nominal

Domaine assigné a un équipement par le constructeur pour la ou les grandeurs a mesurer,
a observer, a afficher ou a fournir (Publication 359 de la CEI: Expression des qualités de
fonctionnement des équipements de mesure électroniques).

3.17 Etendue de mesure

Partie du domaine nominal dans laquelle I'équipement satisfait aux prescriptions relatives
aux limites d’erreur (Publication 359 de la CEI).

Note. — L’étendue de mesure peut étre subdivisée afin de caractériser I'instrument plus complétement.

3.18 Résolution

doivent €tre bien prises en considération. Les données échan
pour tenir compte du filtrage du signal et du temps dg/fie

3.19

3.20
des conditions de référence, alors que toutes les grandeurs

tes et que le détecteur n’est pas irradié.

3.21

ortie dans les conditions de référence, alors que toutes les grandeurs
Mitenues constantes et que le détecteur est en situation d’irradiation

3.22

efprimée en fonction du temps, résultant de I'application d’un signal d’entrée sous
des conditions spécifiées. Des paramétres typiques définis en sont le temps de réponse et le
temps d’etablissement comme indiqué dans la figure 1, page 16.
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3.16 Rated range

The range of a quantity to be measured, observed, supplied, or set which the manufacturer
has assigned to the apparatus (IEC Publication 359: Expression of the Functional
Performance of Electronic Measuring Equipment).

3.17 Effective range

The part of the rated range where measurements can be made within the stated limits of
error (1 E C Publication 359).

Note. — The effective range may be subdivided in order to characterize the instrument more fully.

3.18 Resolution

data measurement. time.

3.19  System geometrical resolution length

per unit area which can be measured with a givén Yagte %
measurements for scanning measurepient, sys geomefriga

3.20 Electrical instability

Variation of the outputsigns der xeference conditions, while all influence quantities are

held constant @

3.21 Overall radiomefs

3.22 Time response

An output expressed as a function of time, resulting from the application of a specified input
under specified operating conditions. Typical parameters defined are the response time, and
settling time as indicated in Figure 1, page 17.
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Sortie
Depqssement Courbe vraie de temps de réponse
transitoire
- -Etat stable final - Lfe e — — — — — — N - eT TN -
Bande spécifiée pour le
temps d'établissement
Pourcentages spécifiés
de la valeur finale
Temps mort
Temps de montée
/Valeu@ﬂx \\
VARl
> Temps
458/83

Temps de |
reponse
re————— Temps d'établissemefit
orefie d’@ un échelon unité a ’entrée.

Résurée apparait sous la forme de signaux de
fusqu’a une valeur finale. La figure 2, page 18,

est le temps moyen d’établissement exprimé en termes
d’inte dépendant du temps d’échantillonnage, du taux
d’échanpi] . ¢ d'intégration du systéme.

de sorttefteigne un pourcentage spécifié de sa valeur moyenne finale, pour la premiére fois
(étant entendu que la nature statistique du signal est bien prise en considération). Pour cette
norme, le pourcentage spécifié est de 63,2% de la variation échelon. L’amplitude de
dépassement transitoire éventuel doit étre indiquée.
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Output .
Transient Time response curve
overshoot of actual value
Final steady-state *
T Tvalue — T A~ — — —

Specified band
(for settling time)

Specified percentages
of final value

Dead time
Rise time

/
/-Initial val}e\Q

Fe—Response time—e

458/83

In digital systems, the ougput signal is om ofdistrefe values. The response to a change
in the measured variable 4ppe ele output steps from the initial to final value of the

is not defined. The\qnly patameter 1S\the pnean settling time expressed in terms of discrete
time intervals depending :

The mean time-aftepa step variation in the measured quantity until the output signal reaches
a specified percentage of its final mean value for the first time (due regard being given to the
statistical nature of the signal). For this standard, 63.2% of the step change shall be the
specified percentage. The magnitude of any transient overshoot should be stated.
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Entrée ‘

Variation
échelon

mbre de temps

<\ \ d'échantillonnage
: : ; : —
0 \\ 1 2 N % N 6

w

Début non défini de la
variation échelon

Sortie ] @
Unités
arbitraires

(numériques) T - '—Q

Bande

/de bruit

rValeur finale

N
. e c— e
Nombre de temps
d’échantillonnage
+ + + +——
0 1 2 3 4 5 6

459/83

Note. — La variation échelon du signal d’entrée peut survenir a un moment quelconque a I'intérieur de I’intervalle
temporel d’échantillonnage.

F1G. 2. — Exemple de réponse temporelle d'un systéme numérique a une variation échelon du signal
d’entrée.
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Input *

Step {

variation '
|
I
|
|
I
I
|
|
: .
|
I mier of\sampling
| @ W intervals

0 i '2 é 4' A T
Undefined occurrence of
step variation
Output ‘
Abiary |
digital units

Noise

band
/

rFinal value
4 : A - .
e e — —— — — — — — — ——————— v — — o— ——— S— — /

Number of sampling
time intervals

+ + + At
0 1 2 3 4 5 6 #5953
Note. — The input signal step variation may occur at any time within the sampling time interval.
FIG. 2. — Typical time response of a digital system to a step variation of input.
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3.23.2 Temps d’établissement moyen analogique

Temps minimal nécessaire pour qu’aprés une variation échelon spécifiée de la grandeur a
mesurer la moyenne du signal de sortie atteigne et reste dans la bande de bruit a +2¢ autour
de sa valeur moyenne finale.

3.23.3  Temps de restitution

Temps nécessaire pour que le signal de sortie atteigne et conserve une nouvelle valeur stable
a +20 prés, quand la condition de mesure subit une variation échelon correspondant au
passage de I’état d’absence de matériau dans 'entrefer de mesure a un nouvel état de présence
de matériau d'une valeur spécifiée comprise dans I’étendue de mesure.

3.24 Signaux de sortie numériques

3.24.1 Temps d’échantillonnage

Intervalle de temps pendant lequel 'information numériqx

3.24.2 Taux d’échantillonnage

Nombre de fois que la grandeur & mesurer

3.24.3 Temps d’intégration global

ée te@ed

lequel des valeurs numériquesde Y a mesurer sont moyennées d’une certaine fagon

3.24.4 Temps moyes

Temps mimi i : ariaflon échelon définie de la quantité a mesurer, pour
que le si i

de matériau d’une valeur spécifice comprise dans I’étendue de mesure.

Le temps de restitution sera exprimé en termes de temps d’échantillonnage correspondant.

3.25 Linéarité

Exprime le degré de concordance qu’une courbe peut atteindre par rapport a une droite,
telle que définie dans la figure 3, page 22.

Note. — Généralement, on mesure une non-linéarité mais on ’exprime comme une linéarité qui peut étre chiffrée en
valeur absolue ou relative, par exemple un écart type ou maximal entre une courbe moyenne et une ligne
droite. La courbe de réponse moyenne est déterminée apreés au moins deux excursions complétes de I'étendue
de mesure dans chaque sens. Sauf spécification contraire, la linéarité qualifie le signal de sortie.
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3.23.2  Analogue mean settling time

The minimum time required after a specified step variation in the measured quantity for
the mean of the output signal to reach and remain within the + 2 noise band of its final mean
value.

3.23.3  Recovery time

The time required for the output signal to reach and remain within the +2¢ noise band
when the measuring condition undergoes a step change from no measured material present
in the measuring gap to a specified value within the measurement range.

3.24 Digital signal output

3.24.1 Sampling time

The time interval over which digital information is collected.

3.24.2  Sampling rate

The number of times the quantity to be measured is

3.24.3  Overall integration time

The time interval normally in term$§.of the g ti hich the numerical values
of the quantity to be measured are avers 0 5 5 : r (e.g., sliding averaging).
These numerical values may already repTesent time ges of the quantity to be measured.

€p variation in the measured quantity for
the output sign ' with e + 20 noise band of its final mean value. This
digital mean se i d as a multiple of the sampling time.

¢ output signal to reach and remain within the +2¢ noise band
when the measuring gondition undergoes a step change from no measured material present
in the measuring gap to a specified value within the measurement range.

The recovery time should be expressed in terms of the corresponding sampling time.

3.25 Linearity

The closeness to which the actual calibration curve approximates a straight line, as defined
in Figure 3, page 23.

Note. — Tt is usually measured as a non-linearity and expressed as linearity which may be either absolute or relative:
for example, a standard deviation or a maximum deviation between an average curve and a straight line.
The average curve is determined after making two or more full range excursions in each direction. The value
of linearity is referred to the output unless otherwise stated.
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ot

Sortie
Courbe réelle

d'étalonnage .

{(moyenne des ~— Droite indépendante
lectures dans

chaque sens)

maximaux (positifs
) sont minimisés

100% Entrée

. vy 460/83
nearite.

con normale. Ces dispositifs comprennent d’habitude des
aleurs limites qui opérent sur des sorties et entrées intermédiaires

tervenant lors du balayage effectué par la téte de mesure tout le long du mécanisme
de déplasément avec un échantillon de référence situé a la ligne de passe de référence et mesuré
dans des conditions de référence. Les effets d’irrégularités dans le mécanisme de déplacement
peuvent étre mémorisés dans un dispositif-mémoire du systéme de mesure pour étre utilisés
ensuite en vue de minimiser ’erreur de profil du systéme. L’erreur est exprimée sous la forme
d’un écart par rapport a la valeur réelle de chaque échantillon de référence.

Notes 1. — C’est une erreur dynamique qui peut &tre fonction du temps de réponse du systeme, de la vitesse
d’exploration de la téte de mesure et des températures environnantes. Une déformation du systéme de
déplacement peut &tre causée par la température du matériau 4 mesurer et par la température
environnante.

2. — Dans le cas d’une jauge a rétrodiffusion, effectuant une mesure sur un contre-matériau, il peut ne pas
étre pratique d’introduire un échantillon de référence pendant le contréle de I'erreur de profil. Si cela est
le cas, I'essai devrait étre effectué sur le contre-matériau lui-méme et les résultats extrapolés ensuite pour
un échantillon présent.
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Output ‘

Actual calibration curve
(average of upscale
and downscale readings)

Independent
— straight line

0% Spa Input
460/83
3.26 Diagnostic fea@
Those features”of” tt g tem which enable the operator to determine the

ability of the systé andard fashion. These features usually include analysis
algorithms with ine it values which operate on intermediate outputs and inputs
within the gyst of reporting the conditions.

3.27 Samplepro

The error resulting when scanning the measuring head over the length of the traversing
mechanism with a“Standard sample located at the reference pass line and measured under
reference conditions. The effects of irregularities in the traversing mechanism may be stored
in a memory device of the measurement system and then used to minimize the sample profile
error. The error is expressed as a deviation from the actual value of each standard sample.

Notes 1. — This is a dynamic error which may be a function of the system time response, the scanning speed of the
measuring head, and the environmental temperatures. Deflection of the traversing mechanism may be
affected by the measured material process temperature and the environmental temperature.

2. — In the case of a backscatter gauge, measuring off a backing material, it may not be practical to include
a standard sample while checking the profile error. If that is the case, the test should be run with the bare
backer and the results then extrapolated to the effect expected with a sample present.
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3.28 Grandeur d’influence

Grandeur extérieure a I’équipement susceptible d’exercer une influence sur son
fonctionnement (Publication 359 de la CEI).

Note. — Lorsque la modification d’une caractéristique fonctionnelle affecte une autre caractéristique fonctionnelle,
clle est considérée comme une caractéristique d’influence.

3.28.1 Conditions de référence

Série de valeurs assorties de tolérances, ou de domaines réduits fixés pour les grandeurs
d’influence, et, si nécessaire, pour les caractéristiques d’influence qui sont spécifiées pour
effectuer les essais comparatifs ou les essais de calibrage (Publication 359 de la CET).

3.28.2 Domaine nominal de fonctionnement

“sure en direction
& en unité de la mesure

3 systéme de mesure de transmission.
acement linéaire qu’un déplacement angulaire.

placement linéaire des tétes a angle droit de I’axe source-détecteur
yversale au matériau a mesurer.

3.28.5 Effets des variations de composition

Effets sur les mesures des variations de composition concernant le matériau mesure,
généralement exprimés en unité de la mesure primaire ou sous la forme d’un pourcentage de
la mesure réelle pour une variation de composition spécifiée.

3.28.6 Erreur due au dépot d'un matériau étranger

Erreur provoquée par le dép6t d’'un matériau étranger (poussiére) sur les fenétres de la téte
de mesure. Cette erreur peut étre exprimée en unité de la mesure primaire ou sous la forme
d’un pourcentage de la mesure effective pour un niveau spécifié de matériau étranger.
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3.28 Influence quantity

Any quantity, generally external to an apparatus, which may affect its performance (I1EC
Publication 359).

Note. — When a change of a performance characteristic affects another performance characteristic, it is referred to
as an influencing characteristic.

3.28.1 Reference conditions

A set of values with tolerances, or restricted ranges of influence quantities, and, if necessary,
of influencing characteristics, specified for making comparison and calibration tests (IEC
Publication 359).

3.28.2 Rated range of use

The range of values for an influence quantity within which the reg
operating error are satisfied (I E C Publication 359).

3.28.3  Pass line error

An indication error which is caused by a movement of the

in a direction perpendicular to the pass line. This error, its«Sf the primary

1 movement (c.g.,

An indication error which is cause n{ of the heads of a transmission
measurement system with respect to ofe an K par and angular displacements are

3.28.4.1 Z direction align

A deﬂection
axis.

A deflectionerror sesulting from linear displacement of heads at right angles to the source-
detector axis in the/process machine direction.

3.28.5 Composition effects

The effects of composition variations within the measured material on the measurements,
usually expressed as an indication error in units of the primary measurement or as a percentage
of the actual measurement for a specified composition variation.

3.28.6  Foreign material build-up error

An indication error which is caused by the build-up of foreign material (dirt) on the
measuring head windows. This error may be expressed in units of the primary measurement
or as a percentage of the actual measurement for a specified build-up level.
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3.28.7 Effets de la colonne d’air

Effets des variations de la masse volumique de la colonne d’air entre la source et le détecteur
dues a la pression atmosphérique et aux changements de température au cours des mesures.
Ils sont exprimés généralement sous la forme d’une erreur en unité de la mesure primaire ou
par un pourcentage de la mesure effective pour un changement spécifié.

3.28.8 Sensibilité au bruit extérieur

Erreur due a l'interférence de bruit provenant d’une source électromagnétique ou d’une
source de rayonnement a haute énergie. Cette erreur est généralement exprimée en unité de

la mesure primaire ou sous la forme d’un pourcentage de la mesure effective pour une source
de bruit spécifiée.

3289 Tarage

Dispositif automatique ou semi-automatique dans le sys
mesure sous certaines conditions de mesure, par exemple avé
des atténuateurs incorporés ou avec un volet fermé.

et non pas comme un tarage.
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3.28.7 Air column effects

The effects of variations in the density of the air column between the source and the detector
due to atmospheric pressure and temperature changes during the measurements. This is
usually expressed as an indication error in units of the primary measurement or as a percentage
of the actual measurement for a specified change.

3.28.8 External noise susceptibility

An indication error due to interference from external noise sources of an electromagnetic
or high energy radiation source. The error is usually expressed in units of the primary
measurement or as a percentage of the actual measurement for a specified noise source.

3.28.9 Standardization

output when measuring under certain conditions;
attenuators or closed shutter.
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